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Załącznik nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest preparatyka (przygotowanie lameli w technologii Xe-PFIB (skupionej wiązki jonów plazmy ksenonu)) oraz wykonanie pomiarów ośmiu próbek – struktur epitaksjalnych materiałów półprzewodnikowych III-V techniką HRTEM (High resolution transmission electron microscope) z wykorzystaniem EDS (Energy dispersive x-ray spectroscopy) oraz HAADF (High-angle annular dark-field). Średnia grubość struktur to 15 mikrometrów. Próbki zostaną dostarczone przez Zamawiającego. 
1. Zakres przedmiotu zamówienia
· Wykonanie lameli do badań TEM z wykorzystaniem skupionej wiązki jonów ksenonu (lub innej nie zawierającej jonów galu)
· [bookmark: _GoBack]Określenie grubości i zawartości pierwiastków warstw nanometrycznych struktury epitaksjalnej
· Obrazowanie TEM w trybie HAADF.
· Obrazowanie z wykorzystaniem EDS do określania profili pierwiastków w przełomie struktury.
· Poniżej pożądany przykładowy obraz struktury:
[image: cid:image001.png@01D5F783.F7208E20]

1. [bookmark: _gjdgxs][bookmark: _l7pvrkmi69k7][bookmark: _1tv2mb3r509i]Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2022 r.
Dostawca powinien udostępniać Zamawiającemu wyniki wykonanej usługi w postaci raportu z załączonymi wykonanymi obrazami w terminie do 14 dni od daty otrzymania struktury lub ich grupy. 
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